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気中パーティクルカウンタ 
リオン株式会社 松田 朋信 

1 はじめに 

粒子という言葉の意味はとても曖昧である。科学的には

物質を構成している細かな粒であり、原子・分子も粒子に

分類される。更に原子の構成要素も粒子とみなされる。ま

た、気体から凝縮して生成したものや、液体及び固体の物

理的な破砕過程で生じた粒は、粒子の集合体であるがこれ

も粒子と称される。時に粒子は汚染のもととなる。産業分

野では粒子を汚染の分類として、浮遊粉じん汚染、微粒子

汚染、原子・分子状汚染、微生物汚染などに分けることが

ある。本稿では主に微粒子汚染と微生物汚染の原因となる

凡そナノメートルからマイクロメートルの大きさの微粒子

を測定対象とする。 

微粒子汚染が歩留りに影響する半導体や精密機器など

微細加工技術が急速に進む先端産業や、食品、医療、製

薬、宇宙、原子力など、安全や健康影響上で環境管理が

重要な分野において、微粒子の発生や汚染の制御と共に、

微粒子の計測の必要性はとても高い。浮遊微粒子の性質

は、組成などの化学的性質と、粒子濃度、粒径、形状、

密度などの物理的性質で表される。この中で粒子濃度と

粒径は粒子による影響を知る上で重要な情報である。粒

子濃度と粒径の計測方法には、顕微鏡法、重量法、沈降

法、電気移動度法、光散乱法、凝縮核法、慣性法、拡散

法などがある1)。その中で個数濃度が測定可能な光散乱式

の粒子計数器（以下「パーティクルカウンタ」という）

は、測定の簡便性などから多く利用されている。パー

ティクルカウンタには、気中の浮遊微粒子を検出するも

のと、液中のそれがある。本稿では気中パーティクルカ

ウンタについて、基本原理と仕様、規格、測定及び取扱

上の注意、保守管理などを説明する。 
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図 2-1 粒子と光の相互作用 

 

2 原理と仕様 

2.1 粒子による光散乱 

図 2-1に示す光と粒子の相互作用の内、パーティクルカ

ウンタは散乱を捉えることによって粒子を検出する。光の

散乱理論は、1871 年Rayleighによって波長より十分小さい

粒子による光散乱を表す式が発表され、その後 1908 年

Mie 2) によって球形粒子による光散乱の厳密な理論式が導

かれた3)。散乱光強度は、入射光強度に比例し、散乱方向、

粒径、粒子の屈折率と空気など媒質の屈折率の比、及び媒

質中の光の波長の関数として求められる。粒径が光の波長

より十分小さい範囲において、散乱光強度は粒径の 6 乗に

比例し、光の波長の 4 乗に逆比例する。 

パーティクルカウンタによる測定では、透過型電子顕微

鏡法や計数ミリカン法4) にて粒径が値付けされた球状の標

準粒子5) の散乱光強度と比較することによって、相対的な

大きさが求められる。 

 

 

図 2-2 センサ部の概略図 

 

 

図 2-3 粒子信号の例 

 
2.2 光学系 

空気中の浮遊微粒子を検出するセンサ構造の例を図 2-2

に示す。試料空気は一定流量でインレットノズルに吸引さ
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れ、センサ内のレーザが照射されている空間に導かれる。

液体用のパーティクルカウンタの場合は、空間ではなく透

明なフローセル内を試料液が流れる。試料中の粒子がレー

ザを通過する際に光を散乱し、その散乱光をレンズ等に

よってフォトダイオードへ集光して電気信号に変換する。

その結果、図 2-3のようなパルス状の信号を得る。パルス

の波高値は散乱光強度に比例し、これから粒子の大きさの

情報が得られる。また、パルスの数から粒子の数を知るこ

とができる。このようにパーティクルカウンタは 1 個 1 個

の粒子を計数するため、他の計測方法と比較して低濃度の

試料を測定することが可能である。反面、可測粒径の微小

化には技術的な困難が伴う。粒子 1 個からの散乱光を検知

しなければならないことと、波長より十分小さい粒子によ

る散乱光強度は粒径の 6 乗に比例するからである。例えば、

0.2 μm の粒子に対して 0.1 μm の粒子の散乱光強度は凡そ

60 分の 1 に減少する。粒径と相対散乱光強度の関係につ

いて、Mie の理論式から求めた曲線と、センサを用いて校

正用の標準粒子を実測した結果を図 2-4に示す。 

光源には半導体レーザ、ガスレーザ、固体レーザ等を用

い、波長も様々な物がある。0.1 μm 以下のような微小粒

子が検出可能なセンサには、エネルギー密度を高めるため

高出力で高品質空間モードのレーザを用いる。散乱光の集

光にはレンズやミラーを用いる。光電変換素子にはフォト

ダイオードやイメージセンサを用いる。 

 

 
（レーザ波長 1064 nm、光軸交角 90 °、集光角 80 °） 

図 2-4 粒径に対する相対散乱強度の例 

 

図2-5 流体回路の例 

 

2.3 流体系 
流体回路の例を図 2-5に示す。ポンプによってセンサ内

を減圧し、インレットより試料空気を吸引する。試料空気

はセンサ内の空間（インレット管とアウトレット管の間）

を流れる。この図中では光学系を省略しているが、図 2-2
に示すように照明レーザと散乱光集光用レンズ系の視野が

交わる空間を検出領域と呼ぶ。検出領域を試料空気が整っ

て流れることが望ましい。流れが乱れると、検出領域を試

料空気中の粒子が通過しないことがある。また、粒子がセ

ンサのアウトレットに入らずにセンサ内を舞って検出領域

を複数回通過することがある。前者の場合は粒子を数え落

すことになり、後者は重複計数することになる。この防止

策として、試料空気を同軸のさや状に包む清浄空気流（図

2-5 のシースエア）を設けて試料の流れを整えたり、セン

サ内を清浄に保つパージエアを設けたパーティクルカウン

タある。ポンプからの排出空気はフィルターでろ過された

後に排気口から排出される。シースエア、パージエアを持

つ方式ではろ過した一部が循環する。 
インレットと排気口の他に外部との開口が無いものは、

試料空気の吸引流量と排気口の吐き出し流量が一致する。

よって、排気口付近に流量計を備えるものが多い。流量調

整は、排気口付近のバルブによって行うもの、または、ポ

ンプの回転数等を可変して行うもの等がある。 
 

 

図 2-6 測定結果の表示・印字の例 

 
2.4 表示及び出力端子 

検出した粒子信号は、粒径毎の粒子数へ変換処理され

る。結果は、表示やプリンタ、コンピュータへのインタ
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フェース等へ出力される。一般的なパーティクルカウンタ

では、粒子を 1 個検出する度、測定中にリアルタイムで計

数表示がカウントアップする。プリンタとインタフェース

は 1 回の測定が終了する度に出力する。 
測定結果の表示またはプリンタ印字の例を図 2-6 に示

す。この例の 0.3 μm レンジの累積の計数値 3816 個は、60
秒間試料を吸引して測定したときの 0.3 μm 以上全粒径の

累積個数であり、5 μm 以上の個数までを含む。差分の計

数値は該当する粒径区間の個数であり、例えば 0.5 μm レ

ンジの 1007 個は 0.5 μm から 1 μm の間の個数となる。濃

度に換算する場合は、測定時間（この場合は 60 秒間）に

吸引した体積で割る。機器によっては「個/リットル」や

「個/立方メートル」の単位に換算して表示する機能を持

つ。 
 

 

図 2-7 常時モニタリング（リオン(株)クリーンルームの

測定例） 

 

 

図 2-8 多点モニタリング システムの構成例 

 

2.4.1 常時モニタリング 

コンピュータとのインタフェースは、測定回毎に計数を

出力する。また、コンピュータによって、パーティクルカ

ウンタの制御と自動運転や、表示、警報出力、ファイリン

グなどが可能になる。図 2-7にコンピュータで連続してモ

ニタリングした例を示す。夜間・昼休みの作業が無い時間

と稼働時間の大きな変動や、空調による細かな変動など、

粒径毎の時間的変化が読み取れる。短時間の異常を見逃さ

ないために常時モニタリングがとても有効である。 

2.4.2 多点モニタリング システム 

複数台のパーティクルカウンタを同時に制御・管理可能

なインタフェースを持つものもある（図 2-8 参照）。この

多点モニタリング システムの利点は、集中監視によって

広範囲を一括管理し、粒子汚染による異常を早期発見でき

ることである。また、測定点の傾向分析や、過去の傾向分

析が可能なこと。更に、他の測定器（温度・湿度計、圧力

計など）と一括測定や分析が可能など、利点が格段に広が

る。 
 

表 2-1 主な性能仕様と代表的な範囲 

項 目 代表的な仕様範囲 
粒径 0.08 μm ～ 100 μm 

試料空気流量 0.3 L/min ～ 100 L/min 
最大粒子個数濃度 107 個/m3 ～ 109 個/m3 

偽計数 2 個/m3 ～ 100 個/m3 
 

2.5 性能仕様 

現在市販されているパーティクルカウンタの性能仕様の

代表的な範囲を表 2-1に示す。粒径の下限を最小可測粒径

といい、測定対象に合わせてパーティクルカウンタを選択

する上で最も重要な仕様である。測定対象となる粒径より

最小可測粒径が過剰に小さいパーティクルカウンタを採用

すると、一般的な粒径分布の空気中浮遊粒子では最小可測

粒径の計数が多くなり過ぎ、場合によっては同時通過損失

（4.1.2 項参照）の影響が大きくなる。パーティクルカウ

ンタの最小可測粒径は測定対象の粒径の 1/2 から同等程度

が適当であろう。次に、対象粒径の濃度（清浄度）によっ

て、試料空気流量、最大粒子個数濃度、偽計数の仕様を選

択する。試料の濃度が低い（清浄度が高い）場合は計数値

過少による誤差（4.2.3 項参照）の影響を小さくするた

め、試料空気流量は多いものが適当である。また、偽計数

は試料濃度より十分に少ない必要がある。 
 

3 規格 

3.1 パーティクルカウンタの規格 

計測器の性能及び測定結果の信頼性を確保する上で、規

格は重要な役割を果たす。パーティクルカウンタに関わる

規格として、ISO21501-4 6) とJIS B 9921 : 2010「光散乱式

気中粒子計数器－校正方法及び検証方法」があり、両者は

ほぼ整合が図られている。ここではJIS B 9921 の代表的な
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項目について解説する。尚、利用にあたっては規格原本を

確認いただきたい。 
 

 

図 3-1 校正用粒子の信号の波高値分布 

 
3.1.1 粒径区分のしきい値設定方法 

ここでは粒径区分の校正について示されている。使用す

る校正用粒子は、粒径が国際単位系にトレーサビリティが

あり標準不確かさは 2.5％以下、屈折率は 1.59 付近と定め

られており、通常はポリスチレンラテックス（PSL）標準

粒子を用いる。校正用粒子を含んだ試験用空気をパーティ

クルカウンタで吸引し、得られたパルス信号の波高値を分

析する。図 3-1に波高値を分析した例を示す。メジアン電

圧がこの粒径に対する応答値となる。パーティクルカウン

タの粒径区分に対応するしきい値電圧は、製造業者が定め

る応答曲線または Mie の理論式から求める。 
粒径区分値のしきい値の誤差は、パーティクルカウンタ

に設定されているしきい値と、試験で求めた応答電圧か

ら、応答曲線を用いて粒径の誤差として求める。相対的な

粒径の誤差は±10％以内と規定されている。 
3.1.2 計数効率 

計数効率は、最小可測粒径に近い校正用粒子と、最小可

測粒径の 1.5 倍から 2 倍の大きさの校正用粒子、2 種類を

用いて試験する。被試験器の最小可測粒径に近い校正用粒

子において全て計数する凝縮粒子計数器（CPC）、または

パーティクルカウンタを参照器とする。校正用粒子を含む

試験用空気を被試験器と参照器で同時に粒子個数濃度を測

定する。計数効率ηは次式により求める。 

0

1

C
C

=η     (3-1) 

ここで、C0は参照器によって得られた粒子個数濃度、

C1は被試験器によって得られた粒子個数濃度。 
最小可測粒径付近の校正用粒子においては（50±

20）％、最小可測粒径の 1.5 倍から 2 倍の校正用粒子にお

いては（100±10）％と規定されている。 
 

 

図 3-2 粒径分解能を求める際の波高値分布 

 

3.1.3 粒径分解能 
図 3-2に示すように、校正用粒子の信号の波高値分布か

らメジアン電圧Vmと、頻度が最大値に対して 61％になる

下側電圧Vl 及び上側電圧Vuを求める。応答曲線を用いて

Vl 及びVu に対応する粒径を決定し、校正用粒子の粒径と

の差の絶対値を算出する。このうち大きい方の値を標準偏

差σとする。粒径分解能 R は次式により求める。 

P

P

x
R

22 σσ −
=     (3-2) 

ここで、σP は校正用粒子の標準偏差、xP は校正用粒

子の粒径である。 
メーカーが定めた粒径において、粒径分解能は 15％以

下と規定されている。 
3.1.4 偽計数 
偽計数とは、清浄空気を測定したとき、その空気中に可

測粒径範囲の粒子が存在しないにもかかわらず、計数する

値と定義されている。偽計数の出現確率をポアソン分布に

従うと仮定し、上限信頼限界が 95％となる値を求めて、 
1 m3当りに換算する。 
メーカーは最小可測粒径におけるこの値を仕様書等に記

載しなければならない。 
3.1.5 最大粒子個数濃度 
最大粒子個数濃度における同時通過損失 L は次式で計

算する。同時通過損失の説明は 4.1.2項に記す。 

( )ctqL ××−−= exp1    (3-3) 

ここで、q は試料空気流量、t は粒子が検出領域を通過

する時間 + 信号処理時間、c は試料粒子濃度である。 
最大粒子個数濃度における同時通過損失は 10％以内で

なければならない。 
3.1.6 試料空気流量 

流量は圧力損失の少ない流量計で測定する。質量流量計

を用いた場合は体積流量に換算する。 

100％
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規定流量からのずれは±5％の範囲内であることが規定

されている。 
3.1.7 測定時間 

測定時間は設定された値に対して±1％の範囲内である

ことが規定されている。 
3.1.8 応答性 

粒子は最小可測粒径に近い校正用粒子を用いて試験す

る。最大粒子個数濃度に近い試験用空気を 10 分間測定す

る。引き続き T 秒間測定した後、清浄空気に切り替え

る。切替え 10 秒後から再び T 秒間測定する。測定時間 T
は 60 秒以下とし、切替え前 T 秒間の計数が 1000 個以上

となる時間にする。 
応答性（= 切替え後の計数 ÷ 切替え前の計数）は

0.5％以下であることが規定されている。 
 

表 3-1 清浄度クラス 

 

 
3.2 クリーンルームの規格 

JIS B 9920 : 2002 「クリーンルームの空気清浄度の評価

方法」を簡単に紹介する。この規格は、クリーンルームに

おける空気清浄度の浮遊微粒子濃度によるクラス分類及び

その評価方法について規定されていて、ISO14644-1 7)とほ

ぼ整合が図られている。 

クラスは 1～9 の等級で表し、対象となる粒径に対する

上限濃度（空気 1 m3当りの粒子数）を示す。表 3-1に清

浄度クラスと測定粒径毎の上限濃度を示す。 

原則として JIS B 9921 に規定する光散乱式気中粒子計数

器を用いると記されている。測定点の数と位置、最小サン

プリング空気量、サンプリング手順等の試験方法が規定さ

れている。 

また、測定結果から 95％上側信頼限界を算出する統計

的処理や、対象粒径範囲外にある粒子濃度の表示法、クラ

ス 4 より清浄なクラスに適用できる逐次サンプリングによ

る評価法が示されている。詳細は JIS B 9920 を参照された

い。 
 

4 測定及び取扱上の注意 

パーティクルカウンタによる測定は、試料の採取や計算

処理など面倒な作業が不要な点や結果が簡単に得られる点

から、誤差要因を見過ごされることが多々ある。また、結

果を扱う上で一般的な測定器と異なり難しい点がある。例

えば、パーティクルカウンタの光学条件の違いや測定対象

の違い等により、校正結果と実際の試料の測定結果におい

て、単純な関係が成り立たないことがある。 

次に主な誤差要因の項目を記す。 

◆測定器に起因する要因 

□原理的に不可避なもの 

・ 粒子形状の影響 

・ 粒子の持つ光学的性質の影響 

・ 同時通過損失の発生 

□設計・調整によるもの 

・ 粒径分解能の影響 

・ 迷走粒子による重複計数の発生 

・ 光ノイズや電気回路ノイズによる偽計数の発生 

・ 校正の不備 

◆使用方法による要因 

・ サンプリング管内の粒子沈着 

・ サンプリング量の計量ミス 

・ 等速吸引を行わないことによる影響 

・ 計数値過少による統計的な誤差 

上記の内、パーティクルカウンタ特有の要因や見過ごさ

れ易い点について以下に解説する。 

 

 
（レーザ波長 780nm、光軸交角 70°、集光角 54°） 

図 4-1 種々物質の相対散乱強度の例 

 
4.1 原理上の誤差要因 

4.1.1 粒子の持つ光学的性質の影響 

パーティクルカウンタは、粒子の形状や光学的性質の違

いが測定に影響することがある。図 4-1は種々の物質の球

0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm
クラス1 10 2
クラス2 100 24 10 4
クラス3 1000 237 102 35 8
クラス4 10000 2370 1020 352 83
クラス5 100000 23700 10200 3520 832 29
クラス6 237000 102000 35200 8320 293
クラス7 352000 83200 2930
クラス8 3520000 832000 29300
クラス9 35200000 8320000 293000

清浄度
クラス（N)

上限濃度（個/m
3
）

測定粒径

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+00

1.0E+01

1.0E+02

1.0E+03

1.0E+04

0.1 1 10

相
対

光
散

乱
強

度

粒径(μｍ）

PSL (n=1.59)
NaCl (n=1.54)
SiO2 (n=1.45)
H2 O(n=1.33)



－6－ 

形粒子における相対散乱光強度を Mie の理論式から求め

たものである。粒子の幾何学的直径（図 4-1 の横軸）が等

しくても粒子の屈折率の違いにより散乱光量は異なり、

パーティクルカウンタでは異なった粒径と判別される。

パーティクルカウンタは屈折率が約 1.6 の PSL 標準粒子を

用いて粒径校正を行っているので、試料粒子の粒径判別は

PSL 標準粒子の光散乱相当径となる。 

図 4-1 の応答曲線はセンサの光学条件（光源波長、光軸

交角、集光角）によって異なる。パーティクルカウンタの

機種のよって光学条件は様々である。このことから、PSL

標準粒子の計数差は比較的少ないが、他の粒子を測定した

場合に機種間の計数差は大きくなることがある。 

 

 

図 4-2 同時通過損失のイメージ 

 

 

（試料流量 2.83L/min，検出時間 15μsec） 
図 4-3 同時通過損失の計算例 

 

4.1.2 同時通過損失 

パーティクルカウンタでは、センサの検出領域（図 4-2

では試料の流れとレーザが交わる領域）に在る粒子 1 個の

信号を検知できるように設計されている。これにより個数

濃度を測定することが可能である。しかし、検出領域に複

数個の粒子が同時に流れてきた場合、信号が重なって 1 つ

のパルスとなり、1 個の粒子として計数することがある。

このときの数え落しを同時通過損失と呼んでいる。 

一般に浮遊微粒子の空間分布はランダムであり、サンプ

リング確率はポアソン分布に従うのが自然である。その場

合、同時通過損失は式（3-3）により求まる。 

図 4-3の例のように、試料粒子濃度が高くなると同時通過

損失は徐々に増し、ある計数以上は示さなくなる。それを

超えると計数値が減少することがある。高濃度を測定する

場合は、清浄空気で試料を希釈する等して上記のようなこ

とが起きていないか確認が必要である。 

 

 
（試料流量 2.83L/min、管内径 5mm の場合） 

図 4-4 サンプリング管内の粒子損失 

拡散沈着と重力沈降による粒子損失の計算例 

 
4.2 使用方法による要因 

4.2.1 サンプリング管の粒子沈着 

サンプリング管を用いて試料空気を吸引する場合、管内

の粒子損失を把握する必要がある。図 4-4 に拡散沈着と

重力沈降による粒子損失の計算例を示す。サンプリング管

は重力に対して水平に配置した場合で、静電気沈着と慣性

衝突の影響は無視した。小さい粒径では拡散により管壁へ

衝突する割合が高くなる。大粒径では重力沈降により管壁

に着く割合が高くなる。パーティクルカウンタの試料流

量、及びサンプリング管の径と長さにより、サンプリング

管内の滞在時間が変わるが、滞在時間が短いほど粒子損失

は軽減する。 
粒子の荷電が影響する場合がある。特にテフロン系

チューブなど樹脂製のチューブには静電気沈着による損失

の大きいものがあるので注意が必要。サンプリング管には

帯電し難い物、または導電性の物を用いるのが好ましい。 
また、サンプリング管の途中に継手やバルブなどを挿入

すると、流れが乱れて粒子損失や付着した粒子の剥離、可

動部からの発塵などが発生する恐れがある。できるだけサ

ンプリング管の途中に配管部品を入れない方が良い。 
 

1 

10 

100 

1,000 

10,000 

100,000 

1,000,000 

10,000,000 

1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 

計
数

(個
/
L
）

試料粒子濃度 （個/L）

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.01 0.1 1 10

透
過

率

粒径（μｍ）

2m

5m

10m

20m

管長さ



－7－ 

 

図 4-5 等速吸引と非等速吸引の例 

 
4.2.2 等速吸引の必要性 

ダクト内などの流れの場から試料をサンプリングすると

き、場の速度に合わせたサンプリングが必要な場合がある。

図 4-5（下）に示すように場の流れに対して等速ではない

サンプリングを行ったとき、サンプリング口付近の流れの

方向と速さが不均一となり、粒子は慣性の影響の度合いに

よって流れ方が変わってしまう。つまり、サンプリング前

の試料濃度とサンプリングした濃度が異なってしまう可能

性がある。流線の曲がりの影響を受けないような大粒径で

重い（Stokes数の大きい）粒子を測定する場合は、図 4-5

（上）のような等速吸引をする必要がある8)。 

 
4.2.3 計数値過少による誤差 

高清浄度（低個数濃度）を測定する場合の注意として統

計的誤差について説明する。 

図 4-6に示すような粒子濃度が 2 個/L の試料があった

として、異なる 2 通りの観測値について検討する。一方の

観測値はサンプル体積が 0.1 L で粒子計数は 0 個であった

とする。もう一方の観測値はサンプル体積が 1 L で粒子計

数は 2 個であったとする。試料中の粒子の空間分布はラン

ダムであり、サンプリング確率はポアソン分布に従うとし、

其々の確率を求める。0.1 L をサンプリングしたとき 0 個

が発生する確率は 82％となる。一方、1 L をサンプリング

したとき 0 個が発生する確率は 13％であり最も発生確率

が高い個数は 2 個で 27%となる。 

逆に母集団を推定する展開について図 4-7を用いて説明

する。サンプル体積 0.1 L で粒子計数が 0 個の観測値から

信頼確率 90%における推定濃度区間を求めると 0～30 個/L

となる。一方、サンプル体積 1 L で粒子計数が 2 個の観測

値から信頼確率 90％における推定濃度区間を求めると 0.4

～6.4 個/L となる。このようにサンプル体積及び計数値が

過少であると推定区間が広くなることに注意が必要である。 

 

図 4-6 観測値に表れる差異 

 

 
図 4-7 （逆展開）観測値から母集団を推定 

 
表 5-1 主な消耗品 

消耗品 主な劣化内容 
光源 光出力低下 

フィルター 目詰まり、リーク 
ポンプ 流量低下 
チューブ 硬化、ひび割れ、添加物析出 

O リング等の 
シール部品 

硬化、ひび割れ、添加物析出 

 

5 保守管理 

パーティクルカウンタの校正周期はメーカーが定めて仕

様書等に表している。 3.1 項で解説した JIS B 9921 で

は、校正周期は 1 年以内が良いと書かれている。また、校

正には少なくとも粒径区分のしきい値、粒径分解能、計数

効率及び試料空気流量の誤差を含むと定められている。 

3 節及び 4 節を理解いただいた上、使用上必要な校正項目

を選択され、実施可能な機関に依頼されたい。 
表 5-1に一般的なパーティクルカウンタの消耗品につい

て示す。定期的な点検及び交換を勧める。 
 

流速分布

等速吸引プローブ

非等速吸引
2 個0 個

0.1L

発生確率82%

試料濃度
2個/L  

観測値

母集団

発生確率27%

1L           

殆んどゼロとなってしまう ゼロの発生確率は13％

2 個0 個

0.1L

0.4～6.4 個/L

観測値

信頼確率90%における
推定濃度区間

1L           

？

0～30 個/L
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6 おわりに 

パーティクルカウンタは取扱が簡便で測定結果が容易に

得られることから、誤差要因を見過ごされることが多々あ

る。何らかのエラーを結果だけから判断できることは少な

い。基本原理と特徴を理解し、設定や測定手順を正しく行

うことが重要である。本稿では、原理と仕様、規格、測定

及び取扱上の注意、保守管理に渡って気中パーティクルカ

ウンタの一通りの解説をさせていただいた。微粒子計測の

信頼性向上に役立てば幸いである。 
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